WesTest:

Messen - Entwickeln - Prufen

EDTest - Electronic Device Testsystem

Testsequenzer fiir die Testautomatisierung

Universelle-Testsequenzer-Software zur automatischen Testablauf-Steuerung von
Test-Protokollierung/ Dokumentation, Datenbank, Statistik, Seriennummerverwaltung,
Pruferverwaltung, Instrumentenverwaltung/ Wartung, usw.

Funktionspriifung, Design-Verifizierung/ Analyse, Kalibrierung/Justage, Serien- und
Rucklaufer-Test fir Bauelemente, Baugruppen und Geréate.
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b WesTest:

EDTest — Sequenzer Messen - Entwickeln - Prifen

Universeller Testsequenzer fur Bauelemente, Baugruppen & Gerate

Mit dem EDTest-Testsequenzer koénnen Ablaufe zur Funktionsprifung automatisiert werden. Dabei werden
Anforderungen, wie Testprotokollierung, Dokumentation, Datenbank, Statistik, Seriennummernverwaltung,
Priuferverwaltung, Instrumentenverwaltung, usw. unterstutzt.

EDTest vereint das Programmierwerkzeug zur Beschreibung der Testschritte, als auch die Testoberflache zur
Testdurchfuhrung. Die Bedienungsoberflaiche kann an die Anforderungen z.B. fir Programmierplatz, Reparaturplatz,
Analyse oder als Serienprifplatz angepasst werden.

Die Programmierung der Testschritte erfolgt direkt in der Testschritt-Tabelle mit EDTest-Script-Kommandos oder
erganzend mit VisualStudio C#-Funktionen.

Zur Stimulation und Messung kénnen beliebige Instrumente mit USB, RS232, GPIB, usw. genutzt werden. Dariiber
hinaus stehen zahlreiche, speziell fur die Funktionsprifung optimierte EDTest-Module zum Aufbau von Testsystemen zur
Verfligung.

TestSystem-Konzept
~ " vStatistische-Prozess-KontroIIe

Entwicklung Test-Sequenzen
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- Q £ = \ ?
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EDTest-Controller

19"-Instrumente

Joydepejsa)

Jeydepeisal

EDTest-ControllerBoards

EDTest-Module

Labor-TestSysteme StandAlone-TestSysteme Universelle TestSysteme

Ein Testsystem besteht aus der EDTest-Sequenzer-Software auf einem Test-PC zur Test-Ablaufsteuerung, einem EDTest-Controller,
evtl. weiteren Instrumenten (EDTest-Module oder Fremdhersteller-Komponenten) und einer Priflings-Kontaktierung (Testadapter). Die
EDTest-Instrumenten-Verwaltung ist Entwicklungsbasis fiir die Instrumentenauswahl inkl. Datenblatthandling und dem
Instrumentencheck wéhrend der Testausfiihrung.

In der Wartungsverwaltung werden Kalibrierungsintervalle von Instrumenten, Wechselintervalle von Prifnadeln, Reinigungsintervalle
usw. eingetragen und von EDTest kontrolliert, sowie Mails zur Durchfiihrung versandt.

Mit den EDTest-Controllern kann eine externe Testablaufsteuerung (Start, Not-Aus, Anzeige Test-Run/ PASS/ FAIL) erfolgen. Das Not-
Aus-Konzept erlaubt eine leitungsgebundene und softwaregesteuerte NOT-Aus-Betétigung mit gegenseitiger Auslésung.

EDTest ermdglicht die Testablaufsteuerung und die Erstellung bzw. Programmierung/ Debugging der Testprogramme. Die Testschritte
kénnen als Kommando-Script mit einfachen Kommandos der EDTest-Controller (z.B. ,PS #2 5V 100mA* setzt die zweite PowerSupply)
oder mit frei programmierbaren Funktionen in einer Microsoft-VisualStudio-.NET-Programmiersprache erstellt werden. EDTest erzeugt
ein C#-Quellcode-Gerist, so dass nur die Testschritte ausprogrammiert werden missen.

Das Testprogramm kann neben den Testschritten in einem Datencontainer auch Priflings-Daten wie beispielsweise eine
MikroController-Firmware, DLLs oder in den Testschritten aufgerufene EXE-Dateien enthalten. Das gesamte EDTest-Testprogramm
besteht aus nur einer Datei, so dass der Fertigungsprozess schnell und risikofrei aktualisiert werden kann.

Zur Entwicklung eines vollstdndigen Funktionstestsystems sind Fremdhersteller-Editoren fur Schaltpldne und Etiketten in EDTest
integriert.

Zur Nutzung in Fertigungsbetrieben verfiigt EDTest Uber einen Testmodus mit pruferorientierter Bedienungsfiihrung und
Pruferverwaltung inkl. Rechtefreigaben. Es steht eine flexible Seriennummernverwaltung und ReTest aus der Datenbank zur
Reparaturhandhabung bereit.

Aus dem Testprogramm kann eine vollstandige Testprogramm-PDF-Dokumentation erstellt werden. Zur dokumentenechten
Protokollierung der Testablaufe erzeugt EDTest PDF- Prif- und Historie-Listen. Zur Ermittlung von Prozesskennzahlen zur Eignung
von Testsystemen, steht ein Tool zur MSA — MessSystemAnalyse bereit, das den Prifer durch den Prozess fiihrt und ein MSA-
Protokoll erstellt.

WesTest GmbH, Hegelsbergstr. 21, 34127 Kassel, Tel.: 0561/98975-0, Fax: 0561/98975-90, info@westest.de, www.westest.de
Stand: 26.07.2020, Aufgefiihrte Funktionen z.T. optional. Technische Anderungen vorbehalten.
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Produktion

o Projektoptimierte Bedienungsoberflache P~ (o | EDTestDemo WesTest!
fur TouchScreen-Bedienung (frei gestaltbar) e EDT100
e Standard-Bedienungsoberflache B e ~
fur schnelle Entwicklungs- und Reparaturprozesse n = @
e Direkt-Steuerungs/ Analyse-Oberflache g E .
fur Analyseprozesse = Kwis 2017
e Reparatur-Management = W EN
ReTest aus Datenbank, FAIL-Etiketten und FAIL—Protokolle am Py e
Reparaturarbeitsplatz ;&
Retouren-Prifung & -
Priferdatenbank fur Nutzungsberechtigungen i asms. _
e Seriennummern-Verwaltung/ Datenbank O= : * 1
[conote- R -~ I =<~ > I ;
e Einzeltest und Dauertest/ Datenbank T P TR y———r—— |
fiir Serienfertigung, Programmierung, B e e o — T o
Design-Verifizierung und Validierungs-Prifungen = Aokt % S .
e Test-Protokollierung = cl™ e @
Datenbank und PDF-Protokolle B @ St o
e Testprogramm-Dokumentation ,1-Klick* n) R e -
¢ Nutzen/ Vielfachprifung mit sequenzieller, - 2ot - —
quasiparalleler und paralleler Testschritt-Steuerung | = 2 [ e |
e Mehrplatz/ Netzwerkfahig, mehrere Prifplatze fir ein TR e
Priiflings-Fertigungslos e o e
e Selbsttest, automatische Ausfiihrung & 7 T e T
(Schichtwechsel, Priiferwechsel, neues Los, ...) & ¥ | BT ——
-@ TP Variante: LosBez Serien 1D Serien H P Ergetna Exgebris Kommentar Datum Daver Prufer i
Entwicklung ol o o sanss oot e | I
e Projekt-Explorer _-_‘ —— -
mit kombinierter Testschritt-Tabellen-
und Baum-Darstellung fur Skript- B e v o e
Kommandos, Grenzwerte und Einheiten = —
e Funktionsiibersicht Bc == — i @
(C#-Programmiersprache) mit VisualStudio B M .
e Instrumenten-Verwaltung @ e e —— Y - @
Datenbléatter/ Blockschaltbild v. Instrumenten e
e Wartungs-Verwaltung e —
Uberwachung und Meldung von T T — =
e Mapping-Schaltplan mit eCAD-Tool o
e Terminal zur Ausfuhrung von
Einzelkommandos und Teilsequenzen
e Debugging (Script/ C#/ Terminal)
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Testanalyse

Statistische Prozesskontrolle

Online-Ermittlung von Prozesskennzahlen
(Ausfallquote, FPY, OEE )

Grenzfall-Meldungen per eMail

Statistik-Protokolle

Ausfallstatistik, Fehlerverteilung, Testdauer/ Handlingsd
Numerische Grenzwert-Statistik

TREND-Analyse uber Testzyklen oder Zeit
MSA-MessSystemAnalyse: Tool mit Benutzerfihrung,
Prozesskennzahlen
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Ablaufsteuerung

WesTest:

Messen - Entwickeln - Prufen

[ EDTest V3.2.0.2 - [Direkt-Steuerung / Analyse]

- o x

Fertigungsoptimierte Bedienung

mit Test- und Entwicklungsmodus

Bedienungsoberflache frei mit VisualStudio programmierbar
Direkt-Steuerungs/ Analyse-Oberflache

Varianten mit Analyse-Attribut kénnen unabhéangig von
Serientestanforderungen (Serialisierung, Datenbank, Protokoll)
ausgefuhrt werden.

Hardware-Steuerung (START/ STOP/ Not-Aus) und
Betriebsanzeige (PASS/ FAIL/ Run) mit EDTest-Controller
Systemcheck bei Test-Start

(Test der Instrumente/ Schnittstellen, Prifung Kalibrierungen,
usw.)

Testmodus mit Priferidentifikation Q)

oY=l ]

e %
BrYey,

Einzeltest (Fertigungstest) [core- [ |, |

Dauertest, Anzahl Ablaufe einstellbar

(Runlin/ Burnin/ Design-Verifizierung/ Analyse, Validierung)
ReTest zur Testwiederholung (mit unveranderter SN)

ReTest von FAIL-Testschritten (Reparatur-Funktion)

ReTests manuell und aus Datenbank

ReTests aus Vorgangerlosen mit dem zugehdrigen Testprogramm
Einzelschritt/ Debug-Modus (Script- und Funktionsprogrammierung)
Mehrplatz bzw. netzwerkfahig (Parallelzugriff auf Test-Datenbank,
Verteilung von Seriennummernkontingenten, usw.)

Sprache: Deutsch, Englisch (im Testbetrieb umschaltbar)
Fehler-Lokalisierungsinformationen (Fail-Infotexte)

Serientest mit Seriennummernverwaltung

Manuelle SN-Eingabe/ Scan von SN-Aufklebern
Automatische Ubernahme der SN aus Priifling
Automatischer Scan der SN mit Testadapter
SN-Generierung mit SN-Druckfunktion (z.B. auf Etikett)

aus SN-Kontingenten oder SN-Datenbank

Manuelle Variantensteuerung (aus Liste oder Schaltknopf)
Automatische Variantensteuerung

(z.B. alle x-mal Variante A, sonst B, GoldenSample-Test, usw.)
Ergebnis-Darstellung (Gesamtergebnis und Nutzen-Ergebnisse)

O O O O

Nutzen/ Vielfach-Prifling-Test

Sequenzielle, parallele und quasiparallele (ineinander verschachtelte) Tests von

mehreren Priflingen innerhalb eines Handlingszyklus. Erzeugung von
voneinander unabhéngigen Protokollen und Datenbankeintragen.

Testprogramme

Testprogramm kompakt in einer Datei:

Einstellungen, Testschritte (Testablauf, Makros, Sequenzen),
programmierte Testschritte/Befehle (DLLS), frei programmierte
Testoberflache, Prifling-/ Test-Firmware, sowie priflingsspezifische
Daten

Testprogramme verschlisselt (z.B. fur Lizenzfertigung)
Automatisches Testprogramm-Versionsmanagement

mit Backup aller Vorgangerversionen.

Instrumenten-Treiber und Bibliotheken frei programmierbar

NQ

(+)

EDTest-Demo
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| i
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Project-Files | EDTezt-User-Functions I Execute Command

[ Logo.gif
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[] Messdaten jpg

[ 1I507637_|mpulse-V3.csv

(mit identischem Programmiermodell, entsprechend Testschritt-Programmierung)
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Testschritt-Programmierung

e Testschritt-Tabelle mit Grenzwerten, Einheiten, Infos zum Testobjekt und Fehlerlokalisierung
e Programmierung direkt in Testschritt-Tabelle mit Script-Kommandos
e Frei programmierbare Testschritt-Funktionen (Microsoft Visual Studio .NET)
¢ Kommandos mit Bibliotheken erweiterbar
e Dynamisch ladbare Testsequenzen (LOAD_SEQUENCE)
¢ Makro-Sequenzen, Import/ Export von Makros
o PrOjekt- H Projekt Explorer EDTest-Demo
EXplorer TESTPROJEKT BEARBEITEN VARIANTE DEBUGGEN WERKZEUGE HILFE
mit TP-Variante Artikel-Nr. Artikel-Bezeichnung
Baumansicht View | [Demo-Nummer | [Demo-Atikel \ Projekt-Historie
v4
( ) < [ Testschrite / Funktionenaif MAIN  Sequenzen Makros Funktionen System
. s
e Projekt- = ry s
HIStOer ~ Aktiv | TS-ID | Name Kommando Par-Block-1 | Par-Block-2 Grenzwerte Steuerung Erg.E ~
’ L~ TP_INIT (Makro) » 3 Priffer Ok USER_INPUT OKNOK “Prifiing OK? | OK STOP_FAIL
aUtom' H g TP_START (Makro) 4 Prifer Wert USER_INPUT VALUE “Fir Pass-Erg... |30mA-10mA/~+50% |MSA; TREND | mA
Eintrage (v4), -1 MAIN (Sequenz) O s LEDs SEQUENCE LEDs
manuell | efILEDs O |s Abgleich EDT100 F_Demo_Abgleich 20.25 MSATREND . |V
editierbar . E S‘TESL::?”;]EIDS 7 Oszilloskop ScreenShot F_Grafik_Comment | <TPFile(scre
H :’PWM Blinktest 1 8 Messwerte Kurven F_Messdaten_Demo |"Demo-Mess... |Min=-1,5 Max=.
- PWM Test O |a Benutzerdialog (Kurvenvergleich) | USER_INPUT <TPFile(lstK.. |<TS_RES_CO.. | OK
P & v0s aus N O |10 Benutzerdialog (Kurve-OK) USER_INPUT H=100 W=200 |<TS_RES_CO.. OK
% Prafkammer 6ffnen
~ o 1 Endergebnis F_Vorlage 35 v
< > < >

e Systemereign
is-Makros und Funktionen
o Test-Hardware bereit (TP_CTRL_INIT, TP_CTRL_END) (v4)
o Test-Bereitschaft (TP_READY, TP_FINISH) (v4)
o Testablauf-Init/ Start/ Ende/ Fehler (TP_INIT/ TP_START/ TP_END/ TP_ERROR)
o Test-Randbedingungen (TP_MONITORING)

e Kommandos
- Kommunikation zu PC-Schnittstellen
- Standard-Dialoge: USER_INPUT (fur Text/RTF-Dateien/ Grafik/ mehrkanalige Messwertdaten)
- EXECUTE, DELAY, BREAKPOINT
- IF/ ELSE/ GOTO, usw.

B Varianten-Ubersicht

e Testschritt-Steuerung
REPEAT, STOP_FAIL, REPEAT_FAIL/ ... pe— =
751D Bezeichnung View EDT100 SELBSTTEST Gffnen LED-Test
i . » - MAIN-SEQUENCE
e Varianten eines Testprogrammes 3 Priter Ok X
(beliebige Auswahl von Testschritten) - Prifer Wed x
e Varianten-Attribute: : — . X
Admin/ Direkt-Steuerung/ Init/ Start/ End ; gbglu:ioszemsm —k
e Varianten-Ubersicht (zu allen Testschritten) 8 Messwer Karven X |x
9 Benutzerdialog (Kurvenvergleich) ™)
e Automatische Testprogramm PDF-Dokumentation = <
e Messwert-Darstellung als Text (numerisch/ ASCII), S
Grafik und mehrkanaligen Kurvenverlaufen :
° El’geanS-AUSWGI‘tung FCT Spectrum 1612 00272925
- Min/ Max Messwert mit 0 e
automatischer Einheitenumrechnung, Prozentangabe B
- Logik (TRUE/ FAIL/ OK/ NOK, ...) e
- String (numerisch, alphanumerisch, ASClI-Tabelle, ...) £ f ]
- Hillkurve LI
e Dynamische Grenzwerte mit Grenzwertvariablen .
140 1
Werkzeuge s O G
. . . 1000 2000 3000 4000 5000 6000
¢ Verdrahtungsplan/ Mapping mit Schaltplan-Editor (Eagle) ‘ Frequenz (MHz)

e Etikettendesign grafisch
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Debugging

Debugging in Testschritt-Tabelle
(Haltepunkte mit Zugriff

auf Variablen u. Terminal)

9 Terminal

DATEL
EDT100 1238

Aktiv TS Name  Kommando
Info Info

--

=T5_} RES Info> == FW1.0.09 | THEN T-Ende

Par-Block-1 Par-Block-2 Grenzwerte TS Steuerung  Ergebnis  Einheit  P/F  Ergebnis-Kommentar

»

e Debugging Testschritt-Funktionen in Fvorge oo —
VisualStudio Terminal | SET_VAR |Var_1=vTest-21
T-Ende |F_Vorlage |<Var 1>
Einzel-Ts T I-Seq SchiieBen
Projekt-Freigabe-Tool (v4)
Halbautomatische Priifung auf Projekt-Vollstandigkeit i Projekt Fregabe = @ =
Status Version V3.4.0: Fertigungs-Freigabe NICHT erteilt/galtig!
|nStrumentenverwa|tung Aktiv. OK Freigabe-Check (o)
. > - [] | Testprojekt-Version Kennung setzen (T
° InStrumenten_CheCk bel START [  Prifling-Identifikation Code setzen (Test
(HW/SW-Version, Wartung/ Kalibrierung, usw.) S :ruﬂ'dne-:cikel gmkzl-N; e
. . ] tandard-Variante Standard-Variante :
e Systemmeldungen per eMail an Administratoren 0] nit-Variante Init-Varianie ausoey
e Zugriff der Testprogramme auf Instrumente tber Alias-Namen L] [Variante SELFTEST Variante prfen!
. [J Instrumenten-Verwaltung Instrumente vollsta
(ZB RSZ32 eI’fOI’dert ke'ne COM—POI’t Zuordnung) [J 'Mapping-Schaltplan Vorhanden?
H H _ 3 [J Projekt-Oberflache Oberflache verwen
. Zugr!ff auf Online-Datenblatter der Instrumente = Edhatterdooion PASS AL Ethet sratalt
° Zugrlff auf Schaltplan—ModuI [  Etikettendesign FAIL FAIL Etikett erstellt/
e Terminal zum direkten Zugriff auf Instrumente parallel zur Entwicklung ey emenayse (SA) s
der Testablaufe [J  Testablauf ohne Entwicklungs-Hinweise | Fur Entwicklung ve
. . O | Prufer-Verwal Projekt in Pruf
e EDTest-Controller-Boards EDT100BRD/500SET zur Integration in o Prtier Verwatun, i
Testadapter (StandA|one Testsysteme) [0 Projekt finalisieren Entwicklungsprotok
[J Projekt-Version Versionierung auf v
° EDTeSt-COI’]tI‘O”eI‘ EDTlOO/ EDT500/ EDTlOOO nVerS\onskuntroIIeC#—Funktlonen Testprogramm-Ein:
(19“_Rack UniVersaI'TestsySteme) . A | M Nalamantatinn Tnmmmamm,nr;l“
® E DTESt_S u b-CO ntrOl Ier . . Fertigung freigeben Rucksetzen
e EDTest-Module (PowerSupplies, Multiplexer, ...)
e USB-/COM-Port Komponenten (z.B. Chip-Programmer, Bridge zur Prifling-Testfirmware, usw.)
e  GPIB-Instrumente = — e
ug' Externe Komponenten =
b Ethernet_lp_lns_trumente . EDT-ID Typ Kennung/Bezeichnung D Alias. FWWers HWVe:
e Instrumente mit Netzwerkpfad (z.B. USB-Stick, Server, usw.) s leohlsjereaus + e
e Drucker (Windows-Drucker-WarteschIange) woz  [com  |-|aPB-BUs 5 ePB
e Instrumente-Treiber als VisualStudio-DLL (VI) I T e e e
1017 PRINTER | = | Label-Printer Zebra ZMA400 | ZM400-1
:‘*| - n )
Wartungsuberwachung Instrumente
¢ Meldung von Wartungsbedarf abhéngig von: Testzyklen, Datum,
Dauer
e Wartungs-Vorwarnung
Datenbanken S Erostristste "
e Datenbank fur Testdurchlaufe und Messergebnisse Gt T (1 D Duiek Tot Tosk 5 Posx 4 FAR- 1 RoTont 0
¢ Keine Datenbankinstallation erforderlich —_— o — —
(MS Access), - T  ———
optional Anbindung an andere Datenbanken: i vra_| ez oo
SQL, SAP, ... e T I R
e Separate Test-Datenbanken fir Einzeltests und e ——— -
Dauertests = = 2 Enzeirelais Test | M_TEST_RELAIS TRUE
ReTest Statistik ] Prifer Wert USER_INPUT 2 mA El mA 0.04
e Gespiegelte Export-Datenbank . o
(z.B. fur Zugriff durch SPC-Tools (Statistical Prozess Control))
e Priferdatenbank mit Freigebe fur bestimmte Testprogramme und diverse Berechtigungen, zeitlich limitierte Freigaben
durch QS-Verantwortliche, Passwortverwaltung, usw.
e Instrumentenliste mit Kalibrierungsdatum, Zertifikat, usw.
e Backup-Datenbank, automatisches Backup
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Protokollierung

Testablauf-Protokolle mit Testparametern, Ergebnissen, Grenzwerten
und Ergebnis-Kommentaren

(Text, mehrkanalige Messwert-Diagramme, Grafik)

Protokolle mit kundenspezifischen Logo, Inhalt konfigurierbar
Umgebungsbedingungen (Temp./ Feuchte/ Luftdruck) mit Sensor
Protokolle vollstandig riickfuhrbar auf

Prifequipment W
Protokoll-Generierung aus Datenbank vvest es“

Protokolle konnen auf Basis der e B e

Testplatz- und der SPC-Datenbank
erzeugt werden
Serienerzeugung von Protokollen

Protokolle unveranderlich als
PDF-Dateien (mit Pwd-Schutz)

WesTest:

Messen - Entwickeln - Prufen

Testprotocol

Tectprogram

=
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R

i

ARARANG

in englischer Sprache

% Signature

i

Signierung von Protokollen mit
Unterschriftspad

SpannuaglV]

Testanalyse

Statistische Auswertung Uber Test-Datenbank und Dauertest-Datenbank
Auswertungs-Auswahl mit Testprogramm-Varianten, Lose,

Versionen, Testschritte, Datumsbereich

FAIL-Verteilung mit Ausfallquote

Zu allen Testschritten wird die Fehler-Haufigkeit und die -Quote tabellarisch
dargestellt.

Testdauer und Handlingsdauer

Numerische Grenzwert-Statistik, z.B. Standardabweichung (Glockenkurve),
Mittelwerte, ...

Trend-Analyse Uber Testzyklen oder Zeit

MSA-Tool: gefihrte Messsystemanalyse zur Ermittlung von
Prozesskennzahlen (Fahigkeitsnachweis und Wiederholgenauigkeit)

Betriebsmodi

e Test- und Entwicklungsmodus
(Freigabe mit Datei-Key oder USB-Stick)
e Testmodus einstellbaren Berechtigungen
fur Protokollierung und Parametereinstellungen
e Automaten-Betrieb ohne Zugriff auf Windows-Desktop
e Kontrolliertes Herunterfahren mit Backup durch Benutzer und USV-Anlage
(optional)
Wartung
¢ Online-Update von Dokumentationen
e Fernwartungs-Tool
e Kundenspezifische Wartungsvertréage
Installation
e ein Setup fir alle Lizenzen
e parallele Installationen mdoglich
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